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DIFRATOMETRIA MULTIFUNCIONAL DE RAIOS X — ESTUDOS DE CARACTERIZAGAO
IN SITU

Almeida, LF.(1);

PANalytical(1);

A difracéo de raios X tem se colocado como uma ferramenta chave no estudo e caracterizagdo de materiais .
A possibilidade de obtencdo de informagBes estruturais concomitante a determinacdo das fases
cristalograficas e sua proporgéo a coloca como uma ferramenta muito interessante no estudo de diversos
materiais. A evolugdo da Difracdo de Raios X como técnicaanalitica propiciou também o desenvolvimento
de algoritmos de tratamento avancados que permitem a extracdo e refinamento de proporgfes e micro -
estruturadas fases cristalinas — inclusive o tratamento de fases amorfas. Especial destaque ao Refinamento
pelo Método de Rietveld para o tratamento destes dados, associado ao método de anélise de perfil de
Willianson-Hall para elucidagéo da micro-estrutura. Serdo apresentadas caracterizagdes in situ de materiais
cerdmicos efetuadas em difratdmetro multifuncional, utilizando-se difracdo de raios X rapida (1D) com
estudo das possibilidades para caracterizacdo estrutural e de fases.
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